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(57) Abstract: The invention relates to a method of learning a knowledge-based database used in automatic defect classification. 
According to said method, the user is spared a series of entries as the system carries out an automatic learn mode, which requires a 
O reduced number of user entries. 
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(57) Zusammcnrassung: Es ist ein Verfahren zur zum Einlernen einer wissensbasierten Datenbasis fur die automatische Fchlerklas- 
sifikation offenbart. Den Benutzer werden eine Reihe von Eingaben abgenommen, da das System einen automatischen Lernmodus 
durchfuhrt, der eine Reduzierte Anzahl von Benutzereingaben 



